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= 16. stoleti — Zacharias Janssen

« 1610 — Galileo Galilel

« Vstupenka do mikrosveta

= Rozliseni — difrakcni limit ~ 250 nm (500nm)
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Jak zlepsit rozliseni?

= Superrezolucni mikroskopy
- STED, STORM, PALM
- SNOM |

- Elektronove mikroskopy i \ gs
- 1933 — Ernst Ruska | H

= STM — 1981 — Binnig, Rohrer
« AFM — 1986 — Binnig, Quate, Gerbe
- SNOM

- SECM a dalsi
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Povrch vzorku o SO o A«
Rozliseni — atomy
STM — tunelovaci proud (kvantova fyzika)
= Vodivy vzorek, vakuum

AFM — silové pusobeni atomu
= Mody — kontaktni, semikontaktni
= Skenovani v kapaline
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AFM — usporadani
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Lennard-Jonesuv potencial

= Zavislost energie interakce 2 neutralnich molekul
na jejich vzdalenosti

= Pritazlive — VdW
« Odpudiveé — elektronova repulze
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LENNARD-JONES potential

:T; repulsive interaction " mode SFM
= ionic or Pauli-repulsion
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» Pruznost materialu ool
Ea

= Ohybani cantileveru

Hookuv zakon elasticity
= Pruzina % *
E

F=kX
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AFM — priprava vzorku

= Rovny povrch
= Sklo, slida, grafit, zlato, ad.

= Imobilizace vzorku
- Adsorpce, kovalentni, iontova
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5.0 pm/div




Co Vas ceka na cviceni?
BliZzSi seznameni
S mikroskopem

Priprava povrchu
Imobilizace vzorku
Skenovani
Zpracovani obrazku
Cca 6 hodin
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Dekuji za pozornost
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